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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Створення та дослідження нанорозмірних багатокомпонентних шаруватих систем і квазикристалічних
плівок TiZrNi

Назва роботи англійською:
Design and investigation of nanoscale multicomponent layered systems and TiZrNi quasicrystalline films

Реферат українською:
 Об’єкт дослідження – нанотовщинні багатошарові рентгенівські дзеркала (БРД) Mg2Si/Sі та Mo/B,
перемішані шари на межах розділу в них, структура, хімічний склад, механічні напруження, та
квазікристалічні плівки Ti–Zr–Ni. Мета роботи – розробка, синтез і вивчення особливостей формування
нанорозмірних плівкових композицій на основі нових сполучень матеріалів для створення високоефективної
рентгенівської оптики та нанопокриттів. Методи дослідження – малокутова рентгенівська дифрактометрія,
рентгенівський фазовий аналіз, високороздільна електронна просвічувальна мікроскопія, рентгенівська
фотоелектронна спектроскопія, енергодисперсійна спектроскопія. Методами рентгенівської дифрактометрії
(λ = 0,154051 нм) і електронної мікроскопії досліджені нанотовщинні багатошарові рентгенівські дзеркала
(БРД) Mg2Si/Si і Mo/B та квазікристалічні плівки Ti–Zr–Ni, отримані методом прямоточного магнетронного
розпилення. Встановлені закономірності формування перемішаних зон у багатошарових нанокомпозиціях з
перспективних для рентгенівської оптики пар матеріалів, для яких відсутня (або є неповна і недостатня)
інформація про міжшарову взаємодію, а саме Mo/B, Mg/Si, Mg2Si/Si. Визначені механізми формування
механічних напружень в багатошарових покриттях, Досліджені механічні, електрофізичні, теплофізичні
властивості плівкових покриттів на основі сплаву TiZrNi що містять одну з фаз: КК, фазу-апроксимант, фазу
Лавеса - та їх цілеспрямовано створених комбінацій.

Реферат англійською:
 The objects of study are nanoscale X-ray mirrors Mg2Si/Sі and Mo/B, mixed zones at the boundaries of the
multilayers, structure, chemical composition, mechanical stress, and quasi-crystalline Ti-Zr-Ni films. The aim of
the work is to develop, synthesis and study features of the formation of nanosized film compositions based on new
materials for the creation of high-performance X-ray optics and nano-coatings. Research methods – low-angle X-
ray diffraction, X-ray phase analysis, high-resolution electron transmission microscopy, X-ray photoelectron
spectroscopy, energy-dispersive spectroscopy. Using the methods of x-ray diffraction (λ = 0.154051 nm) and
electron microscopy X-ray mirrors Mg2Si/Si and Mo/B and quasi-crystalline Ti–Zr–Ni films deposited by DC
magnetron sputtering were studied. Regularities have been established for the formation of mixed zones in
multilayer nanocomposites from pairs of materials promising for X-ray optics, for which there is no (or incomplete
and insufficient) information on interlayer interaction, namely, Mo/B, Mg/Si, Mg2Si/Si. The mechanisms of
formation of mechanical stresses in multilayer coatings are determined. The mechanical, electrophysical,
thermophysical properties of film coatings based on the TiZrNi alloy containing one of the phases: CC,
approximant phase, Laves phase, and their purposefully created combinations are studied.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Багатошарові рентгенівські дзеркала Mo/Si, Mg/Si, Mg2Si/Sі та Mo/B та
квазікристалічні плівки Ti-Zr-Ni

Назва НТП англійською: Multilayer X-ray mirrors Mo/Si, Mg/Si, Mg2Si/Si, Mo/B and quasicrystalline Ti-
Zr-Ni films

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Технології

Галузь застосування: Матеріалознавство

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Нанотовщинні багатошарові рентгенівські дзеркала Mo/Si, Mg/Si, Mg2Si/Sі та Mo/B, для
створення рентгенівської оптики та квазікристалічні плівки Ti-Zr-Ni. Рентгенівське дзеркало на основі
багатошарового періодичного покриття Si/Mg2Si з відбивною здатністю 42% у випромінюванні з довжиною
хвилі рентгенівського випромінювання 30.4 нм при нормальному куті падіння. Покриття Mo/B з
оптимізованою конструкцією для випромінювання з довжиною хвилі 6.7нм з відбивною здатністю 53% при
куті падіння 5º від нормалі до поверхні покриття. Квазікристалічні плівки Ti-Zr-Ni, які матимуть більшу
стійкість до плазмових навантажень ніж покриття на основі вольфраму.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нових матеріалів з
унікальними фізичними властивостями
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